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Cristalografia e difração de raios-X 

Nível: Mestrado e doutorado 

Eletiva: Sim 

Área(s) de Concentração: Ciência, Engenharia e Tecnologia de Materiais 

Carga Horária: 60h 

Créditos: 4 

 

Ementa: 

Conceitos básicos de estrutura cristalina. Simetria, orientação e notação cristalográfica. Sistemas 

cristalinos, projeções e classes de simetria (grupos pontuais). Derivações, translações e grupos 

espaciais. Conceitos básicos de raios-X: Difração de raios-X, nêutrons e elétrons; Métodos 

difratográficos de Laue, Debye-Scherrer e rotacional; Difração em mono e policristais; Análises 

qualitativa e quantitativa de fases por difração de raios-X. 
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